
1 原子当たりエネルギー依存 SIMS スペクトルからの 

有機材料の分子構造情報抽出 

〜変化するマススペクトルから試料の化学情報を得る〜 
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二次イオン質量分析法（SIMS）は試料にイオンビーム（一次イオン）を照射し, スパッ

タされる二次イオンを質量分析することで, 試料の組成や分子構造を分析する手法で

す. 高感度な測定が可能で, 試料の前処理を行うことなく表面の化学分析ができるとい

う特徴があります．特に, 近年数千個の原子や分子から成る巨大クラスターのイオンビームを一次イオン

とすることで, 有機材料の化学分析も可能になっています. しかし，SIMS から得られるスペクトルには

分子イオンやフラグメントイオン等による大

量のピークが含まれるため, それらを正確に

解釈し分子構造を解析することは, 多くの場

合困難です. 私達はクラスターの１原子当た

りエネルギーに依存して変化する SIMS スペ

クトルのパターンについて検討しました. ク

ラスター衝突により試料に与えられるダメー

ジは, クラスターの加速エネルギー（E）をク

ラスター構成原子数（n）で割った値, つまり

１原子当たりエネルギーE/n に依存します. 

E/n が小さい場合, 試料分子の化学結合は切

れにくく, 大きい場合は切れやすくなります. 

そこで, 各マスピークの E/n 依存曲線の類似

性を元にクラスタリングし, E/n依存 SIMSス

ペクトルから試料の分子構造に関する情報の

抽出を試みています． 

本研究室では, E/n（1~20 eV）を 0.1 eVレベルの分解能で精密に制御できるクラスター

イオンビームをプローブとした TOF-SIMS 装置を開発してきました. この装置に搭載

した E/n 変動連続自動測定システムにより精密な E/n 依存 SIMS データを取得するこ

とができます. 取得した大量のデータは数理統計的手法を用いて解析し, 試料の詳細な分子構造を特定し

ます. また, Arの他に水やメタノールなど, 様々な種類のクラスターを一次イオンとして利用することが

できます. 

 

 


